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Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses 
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

X

– vorzugsweise als Datei per E-Mail an nqsz@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter 
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

– oder in Papierform an den Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und 
Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

 Entwurf 

DIN EN ISO/IEC 17025/A1

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und 
Kalibrierlaboratorien; Änderung!A1 (ISO/IEC!17025:1999/Amd.1:2003);
Deutsche Fassung EN!ISO/IEC!17025:2000/prA1:2003

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories; 
Amendment!A1 (ISO/IEC!17025:1999/Amd.1:2003); 
German version EN!ISO/IEC!17025:2000/prA1:2003

Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et 
d’essais; Amendement!A1 (ISO/IEC!17025:1999/Amd.1:2003);
Version allemande EN!ISO/IEC!17025:2000/prA1:2003

Einsprüche bis 2004-03-31
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN ISO/IEC 17025:2000-04
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Nationales Vorwort

Dieser europäische Norm-Entwurf enthält die Änderungen gegenüber DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe
April 2000, die auf Grund der Anpassung des Bezugsdokumentes ISO/IEC 17025:1999 an die ISO 9001:2000
erforderlich sind. Es ist beabsichtigt, die Änderung 1 in eine Folgeausgabe der DIN EN ISO/IEC 17025:2000
einzuarbeiten.
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Dokument-Typ:   Europäische Norm
Dokument-Untertyp:   Änderung
Dokumentstufe:   parallele Umfrage
Dokumentsprache:   D

CEN/CENELEC/TC 1

Datum:  2003-08

EN ISO/IEC 17025:2000/prA1:2003

CEN/CENELEC/TC 1

Sekretariat:   NSF

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und
Kalibrierlaboratorien – Änderung 1 — (ISO/IEC 17025:1999/Amd.1:2003)

Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais – AMENDMENT 1 —
(ISO/IEC 17025:1999/Amd.1:2003)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories – AMENDMENT 1 — (ISO/IEC
17025:1999/Amd.1:2003)

ICS:  

Deskriptoren:  
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